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Nome da Disciplina

Técnicas Instrumentais para Caracterizacdo de Materiais — PPGEMIN0004

Justificativa

Mostrar de modo amplo as técnicas de caracterizacdo de materiais ceramicos,
metalicos e poliméricos. Definir quais sdo as técnicas de caracterizagdo usuais para
caracterizacdo de materiais, com énfase nos efeitos do emprego em matérias-primas
e residuos da industria da mineracéo.

Ementa

Técnica de determinacao da granulometria por difracao de laser; Técnica de
determinacéo da morfologia e estrutura por microscopia eletrénica; Técnica de
determinacéo da composi¢éo quimica e fases por espectrometrias; Técnica de
determinacdo da area especifica por adsorcdo gasosa; Técnica de determinacao da
porosidade por intrusdo e suas correlacdes; Andlises térmicas; e Picnometria.

Carga Horéria

45

NUmero de Créditos

03

Area de Concentracdo

Engenharia de Minas

Linha de pesquisa

Processamento de minérios e rejeitos

Natureza

Optativa

Pré-requisitos

Nenhum

Programa da disciplina

1.Interacdo de ions, elétrons, e fétons com soélidos;

2.Técnicas para quantificar a energia (Técnicas de analise térmica), ligacdes
quimicas (XPS, AES, FTIR, UV, dentre outras), e o grau de ordenacao em soélidos
e morfologia (DRX, MET, MEV, dentre outros).

3.Técnicas para estudos de particulados (andlise granulométrica, BET,
peneiramento, picnometria).

4.Técnicas para medidas de porosidade de materiais (MIP, método da saturacdo em
agua).
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Bibliografia complementar

1) Artigos cientificos da area pesquisados das principais bases disponiveis no
portal de periédicos CAPES
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